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摘要(译)

位移测量装置包括超声波传感器，其根据驱动信号将超声波发送到物
体，并检测在物体中产生的超声波回波信号以输出回波信号;驱动和处理
单元，将驱动信号提供给传感器，并处理来自传感器的回波信号，以获
得超声回波数据;控制器控制驱动和处理单元，以基于通过扫描对象获得
的超声回波数据，在多个不同时间相位中的每一个处产生超声回波数据
帧。超声回波数据具有局部单八分光谱，局部单象限光谱和频域中的局
部单半带边光谱之一。从多个相同的带宽光谱获得超声回波数据。数据
处理单元通过对在每个局部位置处产生的超声回波数据实施预定的位移
测量方法，通过求解在每个局部位置处导出的联立方程，计算每个局部
位置或其在轴向，横向和高度方向中的至少一个方向上的位移。关于轴
向，横向和高度载波频率和相位中的至少一个的多个不同时间相位，或
局部单八分光谱，局部单象限光谱和局部单半带边光谱中的至少一个。
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